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(54) Title: CONFOCAL 4-PI MICROSCOPE AND METHOD FOR CONFOCAL 4-PI MICROSCOPY ~~ — 

(54) Bezeichnung: KONFO KALES 4-PI-MTKROSKOP UND VERFAHREN ZUR KONFOKALEN 4-PI-MIKROSKOPIE 

(57) Abstract: The invention relates to a confocal 4n 
microscopy method which is characterized by coherently 
illuminating a sample from two sides by one objective each 
with illumination light which has at least one illumination 
wavelength, whereby a stationary illumination wave having 
a main illumination maximum and secondary illumination 
maxima is produced by interference of the illumination light 
in the sample. The detection light emitted by the sample has 
at least one detection wavelength and is detected through the 
two objectives. The detection light is made to interfere, thereby 
producing in the sample a detection pattern having a main 
detection maximum, secondary detection maxima and detection 
minima in such a manner that the secondary illumination 
maxima and the detection minima overlap at least partially. 

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur konfokalen 
4-7c-Mikroskopie ist gekennzeichnet durch das koharente 
Beleuchten einer Probe von zwei Seiten durch je ein 
Objektiv mit Beleuchtungslicht, das zumindest eine 
Beleuchtungswellenlange aufweist, wobei durch Interferenz 
des Beleuchtungslichts in der Probe eine stehende Beleuch- 
tungswelle mit einem Beleuchtungs-Hauptmaximum und 
mit Beleuchtungs-Nebenmaxima erzeugt wird und durch das 
Detektieren des von der Probe ausgehenden Detektionslichtes, 
das zumindest eine Detektionswellenlange aufweist, durch 
die beiden Objektive hindurch, wobei das Detektionslicht 
zur Interferenz gebracht wird und dadurch in der Probe ein 
Detektionsmuster mit einem Detektions-Hauptmaximum, mit 
Detektions-Nebenmaxima und mit Detektions-Minima derart 
erzeugt wird, dass die Beleuchtungs-Nebenmaxima und die 
Detektions-Minima zumindest teilweise uberlappen. 
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